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Identificacion de particulas mediante un sistema de alta precision basado en

mediciones multifrecuencia de placas resonantes

El CSIC ha desarrollado un novedoso sistema que permite identificar y clasificar particulas de tamafio
nanomeétrico y micrométrico. Este sistema se basa en los cambios que se producen en las diferentes
frecuencias de resonancia de estructuras de tipo placa delgada cuando dichas particulas se adsorben en
su superficie. Esta tecnologia constituye un importante avance para el campo de la espectrometria
nanomecanica y tiene aplicaciones relevantes para la identificacion y clasificacion de virus, bacterias o

proteinas.

Se buscan empresas fabricantes de equipos de laboratorio interesadas en la licencia de la patente para

su explotaciéon comercial.

Se oferta la licencia de la patente

Una alternativa a la microscopia de fuerza atomica y un valioso
complemento a la espectrometria de masas convencional

El estudio de la rigidez es muy util en el proceso de identificacién de una
muestra ya que esta propiedad se relaciona con su estructura interna y su
composicion. La informacion sobre la rigidez supone una mejora potencial
para las técnicas de espectrometria de masas (EM) conocidas. Para medir la
rigidez de micro y nanoparticulas, la técnica mas utilizada es la microscopia
de fuerza atomica. Sin embargo, esta técnica es tediosa, ya que consume
mucho tiempo y es realmente invasiva.

El sistema desarrollado por el CSIC, aporta un método sencillo, confiable,
rapido y no invasivo de identificacién y clasificacion de particulas. El método
se basa en el cambio de frecuencia de diferentes modos de vibracion de una
placa debido a la masa y rigidez de la particula adsorbida en ésta. Debido a
las caracteristicas especiales que presentan estas estructuras resonantes, se
pueden distinguir particulas con la misma masa y médulo de Young pero
con una forma diferente, lo que no resulta posible con los métodos
conocidos en este campo que utilizan los cambios en las frecuencias de
resonancia de resonadores unidimensionales
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Principales aplicaciones y ventajas

= Es un método de alta precision, no invasivo y rapido a diferencia de la
microscopia de fuerza atémica.

* Permite identificar y clasificar particulas sin necesidad de fragmentacion
en un rango de masas en el que la espectrometria convencional no llega
como por ejemplo virus, bacterias y/o células, mejorando
considerablemente la capacidad de distincion de los procedimientos
conocidos.

= Permite distinguir particulas con las misma masa y médulo de Young
pero con una forma diferente lo que no es posible con los métodos que
utilizan los cambios en las frecuencias de resonancia de resonadores
unidimensionales
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